
(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　光学的情報記録媒体に情報を記録再生する光ディスク装置であって、
　記録条件を定める機能を有し、
　ディスク品質を確かめる第一の試し書き処理を行い、
　ディスク品質がある一定の基準を満たさない場合に、
　レーザの試し書き時の実行パラメータを増やし、第二の試し書き処理を行うことを特徴
とする光ディスク記録装置。
【請求項２】
　請求項１において、光学的情報記録媒体に設けられた複数に分けられた試し書きのテス
トエリア領域のパーティションを、
　前記第一の試し書き処理と前記第二の試し書き処理で、全てのパーティションまたは複
数のパーティションを使用することを特徴とする光ディスク記録装置。
【請求項３】
　請求項１において、
　前記光学的情報記録媒体は、内周テストエリア領域と外周テストエリア領域を有する光
学的情報記録媒体であり、
　内周テストエリア領域、外周テストエリア領域の順番にて前記第一の試し書き処理と前
記第二の試し書き処理を実行する、
または外周テストエリア領域、内周テストエリア領域の順番にて前記第一の試し書き処理
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と前記第二の試し書き処理を実行することを特徴とする光ディスク記録装置。
【請求項４】
　請求項１において、ディスクへ一回だけ書き込む情報を入力することにより、
　前記第二の試し書き処理の記録条件を定めるときに照射するレーザを駆動するためのパ
ラメータの数を増やし、
　光学的情報記録媒体に設けられた複数に分けられた試し書きのテストエリア領域を、前
記第二の試し書き処理で、全てのパーティションまで使用可能とすることを特徴とする光
ディスク記録装置。
【請求項５】
請求項１において、
前記第一の試し書き処理の結果、ディスク品質がある一定の基準を満たさない場合に、警
告を出力し、第二の試し書き処理を選択する選択手段と、
前記第二の試し書き処理を選択した場合に、前記第二の試し書き処理時間を選択する処理
時間選択手段を有し、
該処理時間選択手段により、第二の試し書き処理の記録条件を定めるときに照射するレー
ザを駆動するためのパラメータの数を変更することを特徴とする光ディスク記録装置。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明の属する技術分野】
本発明は記録可能な光ディスクの記録再生装置に関し、特に書き込み時に必要なのレーザ
パワーの試し書き処理に関する。
【０００２】
【従来の技術】
従来、ＣＤ－Ｒ等の記録可能な光ディスクの記録時には、光ディスクに設けられたテスト
記録領域である PCA（ Power Calibration Area）に試し書きを行い、好適な記録条件を求
めた後、記録処理を行っていた（例えば、非特許文献１参照）。この PCAには複数個のパ
ーティションが存在しているが、各々のパーティションは一度使用すると再使用できない
ため、記録処理前に好適な記録条件を求めることができる回数、すなわち、好適な記録条
件を検出した上で記録できる回数は限られていた。このため、１回の記録条件検出に使用
するパーティションを１パーティションとすることで、記録条件検出の可能な回数が少な
くならないよう工夫をしていた。また、好適な記録条件を予めディスクに記録しておくこ
とで、記録条件検出の処理を省略することも行われていた。
【０００３】
このような記録条件の検出方法は、ＣＤ－ＲＷ、ＤＶＤ－Ｒ／ＲＷ、ＤＶＤ＋Ｒ／ＲＷの
各ディスクに対し記録処理を行う際にも実施されていた。ＤＶＤ＋Ｒ／ＲＷディスクはパ
ーティションの数を増やすなどの観点からディスクの内周側と外周側の両方にテスト記録
領域 (Inner Drive Area, Outer Drive Area)を有する構成をとっている。
【０００４】
【非特許文献１】
清水浩著「ＣＤ－Ｒ／ＣＤ－ＲＷ技術」トリケップス出版、２００１年８月、Ｐ１７－３
０，Ｐ６７－６８、Ｐ７８－７９
【０００５】
【発明が解決しようとする課題】
記録可能な光ディスクに対する記録処理において、光ディスク装置が記憶している、また
は、各々の光ディスクに予め記録されているデフォルトの記録条件（標準的な特性を有す
るディスクに対し、標準的な特性を有する装置で記録する際の記録条件）に従って記録処
理を行った場合であっても、記録対象ディスクの品質が悪い場合には、適切なデータ記録
が行えない問題があった。このような品質の悪いディスクに対する適切な記録条件を検出
ことが第一の課題である。
【０００６】
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また、従来の記録条件検出方法では、品質の悪いディスクに対しても１回の試し書き時に
は PCAの１パーティションしか使用していなかったため、様々な記録パラメータを考慮し
た好適な記録条件を求めることができなかった。従来の方法では検出できなかった品質の
悪いディスクに対する好適な記録条件を検出することが本願の第２の課題である。
【０００７】
【課題を解決するための手段】
上記第一の課題は、ディスクの品質を確かめるための第一の試し書き処理によって得た結
果により、ディスクの品質がある一定の基準値よりも悪い場合は、試し書きのパラメータ
を増やす第二の試し書きを行うことにより、レーザの書き込み精度を上げることができる
。
【０００８】
上記第二の課題は、 PCAの１パーティションだけでなく PCAのいずれか複数のパーティショ
ンを使用することで、レーザの書き込み精度を上げることができる。また、ユーザが Disc
 at Onceモードを選択した時は、試し書きにおいて、 PCAの全てのパーティションを使用
可能とすることができる。
【０００９】
【発明の実施の形態】
以下、本発明について図面を用いて説明する。
【００１０】
図１は本発明の光ディスク装置の第１の実施例を示すブロック図である。ここにおいて、
１は光ディスク、２はスピンドルモータ、３は光ヘッド、４は再生回路、５はレーザ駆動
回路、６は試し書き処理回路、７は復調回路、８は変調回路、９は制御回路、１０はディ
スク判定部、１１は試し書きパラメータ制御部、１２はホストコンピュータ、１３はメモ
リ、１４は書き込み方法判定部をそれぞれ表わす。
【００１１】
光ディスク１はスピンドルモータ２により回転しており、光ヘッド３は、情報の記録およ
び再生を行うレーザ光を発光する半導体レーザと、半導体レーザからの光をディスク面上
に光スポットとして形成する光学系と、光ディスク１からの反射光を用いて情報の再生お
よび自動焦点およびトラック追跡などの光点制御を行うための光検出器とから構成され、
光ディスク１上に情報の記録を行い、また光ディスク１上の情報の再生を行う。光ディス
ク装置は、パーソナルコンピュータ、ワークステーション等のホストコンピュータ（以下
ホスト１２と称す）に接続されており、ホスト１２からの命令や情報データをマイコン等
から構成される制御回路９を通して情報の記録、再生およびシーク動作を実行する。
【００１２】
再生処理は、ホスト１２から、制御回路９に対して再生開始指示を行うことにより実施さ
れる。再生信号は光ヘッド３からの信号を受け、ディスク上のデータを抽出するための再
生回路４、復調回路７を経て再生される。再生時、光ヘッド３のレーザは、低出力の DCパ
ワーを発光する。
【００１３】
データ記録処理は、ホスト１２から、制御回路９対して記録開始指示を行うことにより実
施される。ホスト１２から入力された記録用のデータは、制御回路９から変調回路８、レ
ーザ駆動回路５を経て、記録処理の前の試し書き処理によって得られた好適なレーザパワ
ーを記憶したメモリ１４の情報にて、光ヘッド３により、光ディスク１に記録信号を書き
込む。記録時は、光ヘッド３のレーザは、レーザ光を高出力でパルス発光し、円板上に情
報を記録する。
【００１４】
試し書きの記録処理はホスト１２から、制御回路９対して試し書き記録開始指示を行うこ
とにより実施される。第一の試し書き処理を行い、ディスク品質判定部１０により、ディ
スクの品質を判定する。第一の試し書き処理は、ディスク品質を判定するための処理であ
り、あらかじめ光ディスク装置毎に定められたディスクへの書き込みのためのレーザパワ
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ーの適用範囲等が、メモリ１３に記憶されている。この適用範囲よりも、第一の試し書き
処理の結果が外れているか否かの判断をする。
【００１５】
第一の試し書き処理は、ディスクの品質が一義的にわかるような処理をいう。例えば、従
来のパワーのみ変更する方法によりシンメトリをチェックする方法でも良いし、特定の NR
ZIパターンを発生させ、そのパターンのマーク、スペースの個数を数えるような方法でも
良い。
【００１６】
ディスクの品質を判定後、ディスクの品質が基準値以内であれば、好適な記録パワーの算
出を行う。好適パワーの算出をするために、第二の試し書き処理を行ってもよい。
【００１７】
ディスクの品質を判定後、ディスクの品質が基準値を満たさない場合、試し書きパラメー
タ制御部１１により、レーザパワーの適正化のみならず、発光タイミング調整、パルス幅
、温度によって変化するレーザの発光パワーのズレを補正等、レーザドライバに設定する
パラメータを増やし、通常よりも多くパラメータを使用する第二の試し書き処理を、試し
書き処理回路６で行い、レーザ駆動回路５を動作させる。試し書きを行った後に、試し書
き処理の光ディスク１からの反射光を用いて、光ヘッド３が光検出し、再生回路４、試し
書き処理回路６を経て、制御回路９に入力され、好適なレーザ書き込み条件を算出する。
試し書きから得た再生情報、及び好適なレーザ書き込み条件をメモリ１３に貯える。ここ
で得られた試し書きの情報は、前述したようにデータ記録処理時に使用する。
【００１８】
第二の試し書きの際に、パラメータを増やすことから、試し書き動作により、 PCA領域の
１パーティションでは足りないため、複数のパーティションを使用することにする。
【００１９】
以上に説明した第１の実施例における好適な記録条件の検出方法を図２のフローチャート
を用いて詳細に説明する。図２は、ディスク品質チェック用の第一の試し書きを行い、デ
ィスク品質結果により第二の試し書きを行う処理を示したものである。ユーザが、ディス
クを CD-Rドライブに装填した後に、ディスクにデータを書き込むことを選択した場合、第
一の試し書き処理を行い、ディスク品質のチェックを行う。ディスクの品質があらかじめ
定められた基準値を満たす場合は、好適なレーザパワーの算出等を行う。
【００２０】
一方、ディスクの品質があらかじめ定められた基準値を満たさない場合は、第二の試し書
き処理を行う。第二の試し書き処理により、レーザパワーの適正化だけでなく、発光タイ
ミング調整、パルス幅、温度によって変化するレーザの発光パワーのズレ補正等、レーザ
ドライバに与えるパラメータを増やし、好適なレーザ書き込みを実現する。あらかじめ、
設定した許容値以内であったら、書き込み条件を算出する。許容値をはずれている場合は
、ディスク上のゴミ、埃、傷等が原因と考えられるため、別エリアの PCAパーティション
に移動し、再度試し書き処理を行う。この場合、試し書きの条件を変えて試し書きを行っ
ても良いし、同じ条件で試し書きを行っても良い。設定した再処理回数を超えた場合は、
異常と判断する。
【００２１】
レーザドライバに与えるパラメータの取得方法としては、特殊パターンマークを記録し、
再生ジッタの最も少ないパルスを決定する。または、ディスク上のＰＭＡ (Program Memor
y Area)などに既に記録されている好適なパワーが、周囲温度等から大きくはずれている
ことも考えられるため、好適なパワーから考えられる上限値以上、下限値以下で特殊パタ
ーンを書き込み、その結果からレーザに与えるパラメータ適正値を求める。または、ＣＤ
－Ｒでは、３Ｔピットから１１Ｔピットまでの９種類の記録ピットが正確に形成される必
要があるために、それぞれの波形について良好なピットが形成されるように、最良な記録
ストラテジーを求める。または、記録パワーを変化させながらデータエッジとクロックエ
ッジの位相ずれを検出し、等価的にジッタを測定して、好適な記録条件を求める。
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【００２２】
上記のように、パラメータを増やすことになるとテスト領域を増やさなくてはならない。
そのため、１回の試し書きで PCA領域の１パーティションだけでなく、複数パーティショ
ンを使用する。 PCA領域は、１００パーティションに分かれているため、１回の試し書き
で２以上１００以下のパーティションを使用できる。
【００２３】
図３のフローチャートを用い、第２の実施例について説明する。本実施例の光ディスク装
置の構成は図１のものと同様であるので説明は省略する。本実施例は、ディスクへの記録
方法が、 Disc at Onceであるか、それ以外の記録方法であるかにより第２の試し書きの方
法を変更する点に特徴のある実施例である。
【００２４】
ここで、 Disc at Onceは、ディスクに一度だけデータを書き込む記録方法であるため、 PC
A領域を全て使っても特に問題がない。一方、 Disc at Once以外の書き込み方法（ Track a
t Once、 Session at Once、 Packet Write等）は、追記する場合があるため、全てのパー
ティションを使用すると、追記時に試し書きができないという不具合が発生する。そのた
め、 Disc at Once以外の書き込み方法の場合は、一回の試し書きで使用するエリアの制限
を行う必要があり、試し書きのパラメータ数、処理回数も少なくする。
【００２５】
試し書き処理の再処理回数、パラメータ数は、ホスト１２から入力されたユーザのディス
クへの書き込み指示が、 Disc at onceかどうかを書き込み方法判定部１４にて判定する。
ユーザが、ホスト１２より、 Disc at onceを選択した場合は、書き込み方法判定部１４に
より、 Disc at onceと判定され、再処理回数、パラメータ数を、最大、 PCA領域のパーテ
ィション数まで設定することができる。 Disc at once以外の方法である場合は、試し書き
回数は、ディスクに追記する回数に依存する。 Track at Once、 Session at Once、 Packet
 Write等の書き込み方法毎に、再処理回数、パラメータ数を変更しても良い。
【００２６】
また、 CD-Rディスクの場合、データ書き込み方法が Disc at Onceであり、かつ書き込みデ
ータが１トラックの場合には、試し書き領域として PMAを使用しても良い。 CD-Rの場合、
データ記録が完結するまでトラック情報が確定しないため、複数トラックがある場合は、
リードインエリアに TOC（ Table Of Contents）を書き込むまでの間、トラック情報を PMA
に一時的に記録しておくが、１トラック記録の場合は、 PMAを使用することがないため、 P
MAを試し書きに利用しても不都合は生じない。
【００２７】
PMAを試し書きに使用する際の注意点として、 PMAの外周は、データ領域に接しているため
、この領域のアドレス情報である ATIP（ Absolute Time InPregroove）に影響がないよう
に試し書きする必要がある。
【００２８】
図４のフローチャートを用い、第３の実施例について説明する。本実施例の光ディスク装
置の構成は図１のものと同様であるので説明は省略する。本実施例は第２の試し書きに用
いる時間を制限できる点に特徴のある実施例である。
【００２９】
図４は、第一の試し書きの後に、ディスク品質が悪い場合はメッセージを出力し、ユーザ
が第二の試し書き時間を選択するものである。
【００３０】
ディスクの品質をチェックする第一の試し書きの後に、ディスクの品質が基準値を満たさ
ない場合に、「ディスクの品質に不具合があるため、レーザ調整（試し書き）に時間がか
かります。調整（試し書き）を行いますか ?」等のメッセージを PCモニタ等に出力する。
「レーザ調整（試し書き）を行う」を選択した場合は、その後に時間設定画面が出力され
、ユーザがこれを選択する。ユーザにより設定された時間設定に応じて、試し書きのパラ
メータ数、再処理回数等を算出し、好適なレーザ書き込み条件を実現する。
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【００３１】
図５のフローチャートを用い、第４の実施例について説明する。本実施例の光ディスク装
置の構成は図１のものと同様であるので説明は省略する。本実施例は内周側と外周側に試
し書きエリアのあるディスクに本発明を適用した例である。
【００３２】
上述した DVD＋ R/RWのように、内周側と外周側の両方に試し書きエリアがある場合には、 I
nner Drive Areaと Outer Drive Areaを試し書きに使用することができる。このようなデ
ィスクの場合は、ディスクの品質チェックを行う場合に、内周で試し書き処理を行った後
に外周で試し書き処理を行い、内周と外周で異なる感度等を求めることにより、さらに詳
細なパラメータをレーザドライバに与えることができる。
【００３３】
　 DVD＋ R/RWは、 CLV（ Constant Linear Velocity）及び CVA（ Constant Angular Velocity
）記録が可能である。この場合、内周側のＰＣＡにより設定したレーザービームの光量で
線速度が大きく異なる外周側領域をアクセスすることになる。従ってこのような場合には
、特にレーザービームの光量設定精度が低化しないように外周、内周側の両方で試し書き
を行うようにする。この場合、 Inner Drive Areaに設けられたインナーディスクテストゾ
ーン、インナーディスクカウントゾーン、および、 Outer Drive Areaに設けられたアウタ
ーディスクテストゾーン、アウターディスクカウントゾーンの全てを利用することが可能
である。なお、 DVD-R/RWディスクにおいても、 PCA領域全部を使用することが可能である
。

【００３４】
以上、本発明を CD-R、 DVD＋ R/RWに記録する場合を例として説明したが、本発明は、その
他の光ディスクに記録し、再生する任意の光記録再生装置において利用することが可能で
ある。例えば DVD-RAMでは、リードイン領域、リードアウト領域に、 DMA領域を有するが、
Disc at Onceの場合は、この領域を使用した試し書きを行い、パラメータを増やし、さら
に好適な値を求めることで、適切に書き込むようにする。
【００３５】
その他、ダウンロードサイトの情報をダウンロードし、直接光ディスクに書き込む場合も
、上記処理を直接行うことにより、確実にディスクに書き込むことができる。重要なデー
タである場合に特に有効である。
【００３６】
【発明の効果】
以上説明したように本発明によると、ディスクの品質チェックを行うための第一の試し書
き処理を行い、ディスク品質が悪い場合は第二の試し書きを行う。第二の試し書きは、試
し書きのパラメータを増やし、レーザ書き込み条件の精度を上げ、特性ばらつきの大きい
ディスクであっても、記録再生可能となる。
【図面の簡単な説明】
【図１】　第１の実施例の光ディスク装置の実施例を示す図。
【図２】　第１の実施例の光ディスク装置における処理シーケンスを示す図。
【図３】　第２の実施例の光ディスク装置における処理シーケンスを示す図。
【図４】　第３の実施例の光ディスク装置における処理シーケンスを示す図。
【図５】　第４の実施例の光ディスク装置における処理シーケンスを示す図。
【符号の説明】
１…光ディスク、２…スピンドルモータ、３…光ヘッド、４…再生回路、５…レーザ駆動
回路、６…試し書き処理回路、７…復調回路、８…変調回路、９…制御回路、１０…ディ
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　なお、図５の「内（外）周で試し書き処理１」「外（内）周で試し書き処理２」は、内
周で試し書き１を行ったときは外周で試し書き２を行い、外周で試し書き１を行ったとき
は内周で試し書き２を行うことを示す。また、図５の「内（外）周で試し書き処理３」「
外（内）周で試し書き処理４」は、内周で試し書き３を行ったときは外周で試し書き４を
行い、外周で試し書き３を行ったときは内周で試し書き４を行うことを示す。



スク品質判定部、１１…試し書きパラメータ制御部、１２…ホストコンピュータ、１３…
メモリ、１３…書き込み方法判定部。

【 図 １ 】 【 図 ２ 】
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【 図 ３ 】 【 図 ４ 】

【 図 ５ 】
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